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O projeto VeriCi tem como proposito, desenvolver um sistema controlado para
realizar o teste de Circuitos Integrados (CI) digitais encapsulados denominados de ASIC
(Application Specific Integrated Circuit), como: microcontroladores, decodificadores digitais,
memorias, sensores digitais de temperatura, pressdo e umidade, além de circuitos logicos de
uso geral. A importancia dos testes € reduzir o custo de producdo de uma fabrica, uma vez
que o teste de cada circuito ¢ uma tarefa lenta e dentro de uma linha de producao, testar todos
os chips de um produto pode custar boa parte do tempo entre o projeto e a comercializacao.
Quando um CI falha, dentro de um produto, € necessario fazer-se o recall e a sua substitui¢ao,
0 que gera custos para a empresa e também a diminui¢ao da confianca do cliente. Devido ao
fluxo de producao de Cls ser muito intenso e exigir testes mais precisos e eficientes surgiu a
oportunidade de inovar criando uma plataforma de baixo custo para realizar a verificagao
funcional de CIs. Com isso o principal objetivo deste projeto ¢ desenvolver uma plataforma
de verificagdo de circuitos integrados digitais, combinacionais ou sequenciais. A aplicagdo
principal deste projeto € para o teste de funcionamento de circuitos integrados utilizados pela
industria eletroeletronica, durante a verificacao total ou parcial (por amostragem) de lotes de
componentes eletronicos, antes da montagem dos produtos ou equipamentos. Para isso sera
utilizado FPGA (Field Programmable Gate Array) para implementar um circuito digital que
fornecera os padroes de teste para o CI a ser testado. Esta aplicacao tem por objetivo realizar
os testes de funcionamento de um CI digital, saido de uma fabrica, ap6s o seu
encapsulamento. A partir deste projeto, pretende-se implementar um sistema que possibilite
realizar diferentes testes funcionais para um chip, através de escritas, leituras e verificagdo, e
através da insercao de vetores de teste usando o canal de Scan Chain do chip a ser testado.

Até o momento foi realizado o sistema que ird controlar a tensao de alimentacdo que ¢
feita através de um sinal PWM, com filtro para conversdo em sinal continuo. A tensdo
ajustavel ¢ usada como tensdo de referéncia para energizar o circuito a ser testado. A
medi¢do de corrente fornecida pela fonte ¢ usada para limitar a corrente elétrica e tensdo com
1sso nao danificando CI na hora da verificagdo. O filtro utilizado no sistema, foi projetado
especificamente para essa implementagdo e a fabricacdo da Placa de Circuito Impressa (PCI)
do projeto, assim como as demais PCls, serdo feitas na na fresa CNC do campus. Apds isso
iniciou-se a rotina de testes para o microcontrolador Risco, o plano de testes e diagnose foram
elaborados para validar amostras do chip Risco. Essa rotina teve inicio com a inspecao visual
do CI; testes de continuidade sem alimentar o circuito com o objetivo de verificar se nao
haviam curtos entre Vdd, Gnd e pinos de entrada e saida; e por fim o teste de alimentagcao
controlada. A primeira alimentagao de um circuito integrado recém projetado pode danifica-lo
antes mesmo de conseguir realizar os testes de validagcdo do chip e design. Para eliminar esta
possibilidade, é necessario alimentar o componente gradativamente, esse procedimento faz
parte do teste de "bring-up". Durante o teste de alimentacdo detectou-se algumas
inconsisténcias com o método utilizado, o qual utilizava protoboard, um soquete ZIF
(“Zero-Input Force™) do tipo QFP44, para facilitar a troca dos Cls testados, e diversos fios
para as conexdes, isso impossibilitava a autenticacdo dos dados coletados e por isso esta se
implementando o sistema sob uma nova placa para realizar todos os testes de validacao.



